Elektrik, Manyetik ve Optik Ozellikler

Olciim Laboratuvari

EMOL’de malzemelerin manyetik ézellikleri, Fiziksel Ozellikler
Olgcim Sistemi (Physical Properties Measurement System,
PPMS) ve Barkhausen Girilti Analiz cihazlariyla olgilebilir.

PPMS cihazi ile ayni zamanda malzemelerin elektrik
ozellikleri de 6lgililebilmektedir.
Renk tanimlamasi Renk Spektrofotometresi ile

yapilabilmektedir.

Atomik Kuvvet Mikroskopu (Atomic Force Microscopy, AFM)
ile 6rnek yiizeylerinin mikron alt, yiksek c¢ozinarliikte 3-
boyutlu goriintdleri elde edilebilmektedir.

Fiziksel Ozellikler Ol¢iim Sistemi (PPMS)

Oda sicakligindan 2 Kelvin’e kadar dislk sicakliklara ulasmak
icin kapali devre Helyum sistemi kullanilir. 5 Tesla’'ya
cikabilen stiper iletken miknatisa sahip sistem ile elektrik ve
magnetik karakterizasyon yapmak mimkindir. Titresen
ornek manyetometresi (Vibrating Sample Magnetometer,
VSM) ve elektriksel Olgcim problari, manyetik histeresis,
degisken akim (alternating current, AC) alinganligi, direng ve
Hall etkisi 6lgimlerine olanak verir.

Cihaz: Cryogenic Limited PPMS

Olgiim Segenekleri:

-Titresen 6rnek manyetometresi (VSM)
-AC Alinganlik

-Direng

-Hall Etkisi

Ornek Teslim Sartlar::

VSM ve AC Alinganlik élglimleri icin toz numuneler en az 300
mg olmalidir.

Direng ve Hall Etkisi dlgcimleri icin 6rnek boyutlar 10x10x1
mm’den fazla olmamalidir.
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Sekil 1. Manyetit (Fe304) nano-parcaciklarin histerisis egrisi

Barkhausen-Giiriiltii Analiz Sistemi (BGA)

Ferro-manyetik malzemelerde kalinti gerilimleri, sertlik ve
mikro yapi incelemelerinde kullanilir. Bir sensor aracihg ile
ornek yilizeyine manyeto elastik sinyal gonderilir, ylizeyden
gelen sinyal aktiflestirilir ve incelenir. Yiizeyden gelen giirilti
sinyali, kalinti gerilimi, sertlik ve mikro vyapi ile
iliskilendirilebilmektedir. Referans ornekler lzerinde 6lgcim
yapilarak, bilinmeyen orneklerin kalinti gerilimi ve sertlik
degerlerinin belirlenmesi mimkiindr.

Cihaz: Stress Tech Microscan 500-2

Ozellikler
Olgtim Derinligi (Demir icin): 0,02 mm ve 0,2 mm
Toplam Sinyal Frekans Araligi: 3 kHz— 1000 kHz

Olgim Ayar Parametreleri

®  Manyetiklestirme Frekansi: 1-1000 Hz
® Manyetiklestirme Voltaji: 0-20 V,

®  Ornekleme Frekansi: 0,1 -5 MHz.

®  Acilma sayisi: 2-1000

Gerekli Ornek Ozellikleri

Ornekler ferro-manyetik olmall ve karsilastirma icin kendi
referans 6rnekleri bulunmalidir.
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Atomik Kuvvet Mikroskopu (AFM)

Yizeylerin  mekanik &zelliklerini nanometre diizeyinde
gorlintl alarak olger. Yiizey topografisi elde edilmesinde,
ylzey sertligi ve yapiskanhginin belirlenmesinde kullanilr.
istenildiginde yiizey manyetizmasi ve yik dagihimi da ayni
Olgekte gorintilenebilir.

Genel Galisma ilkesi

Atomlar arasi etkilesimleri kullanarak yizey sekillerinin 3-
boyutlu haritalanmasini saglar. Ucu nanometre dlzeyinde
sivriltilmis bir ignenin arastirilan ylzeyde ardisik cizgiler
lzerinde taranmasi ile ortaya g¢ikan engebelerin yliksekligini
renk koduyla gériintiiye dénistiriir. istenildiginde konuma
gore degisen yilkseklik bilgisi 3-boyutlu projeksiyon
gorintisline donustiriilerek ylizey topografisi gercekei bir
izlenimle olusturulabilmektedir.

Taramal ylizey goruntiilemesi 3 ayri yontemle gerceklestirile-
bilir. Bunlar, dinamik temassiz yontem, dinamik temasl yont-
em ve sirekli temash yontemdir. Laboratuvarimizda en ¢ok
dinamik ve stirekli temash yontemler kullaniimaktadir.

Goriintileme yapilabilecek ylizeyler; metal, yari iletken,
yalitkan yigin kristal ya da amorf malzemelerin sert yizeyleri
olabilecegi gibi polimerik yumusak ylzeyler ya da karbon
nanotliip, kolloidal nano parcacik, grafen, organik ve inorganik
fiber malzemeler gibi nanometre dizeyinde kigclik boyutlu
yapilar olabilir. Tim ylzey tirlerinden topografik, heterojen
ylizeylerden ise ayni zamanda sertlik bilgileri alinabilmektedir.
Topografik gorintiilemeden sonra istege bagl olarak belirli
bir alandan veya belirli bir ¢izgi boyunca purizltlik miktari
6l¢limt yapilabilmektedir.

Cihaz: Veeco MultiMode

Ornek Kabul Olgiitleri

incelenecek vyiizey verlestirme vyiizeyine paralel olmak
kaydiyla; 6rnek, kalinhg 3 mm’den az, genisligi ise capi en
fazla 15 mm olan bir daire icine sigabilecek sekilde
hazirlanmalidir.
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Piezoelektrik tarayici

Sekil 2. AFM’nin ¢alisma ilkesini gdsterir sema

Sekil 3. Giimiis nano tellerin 3-boyutlu AFM gériintiisii

Renk Spektrofotometresi

Spektrofotometre, yansima teknigi kullanarak renk ol¢ctimleri
yapabilmektedir. CIE (Uluslararasi Aydinlatma Komisyonu)
tarafindan gelistirilen renk tanimlama sistemini kullanir. (Bkz.
Sekil 5b).

Cihaz: Datacolor Mercury 2000 (Bkz. Sekil 5a)

Ozellikler

Isik kaynagi: Darbeli Xenon

Spektral aralik: 400-700 nm

Etkili bant genisligi/¢ozinirlik: 10 nm/2 nm
Olgme araligi: 0 ile %200 yansima

Gerekli Ornek Ozellikleri

Yansima 6l¢iim yizeyi diiz ve en az 6 mm ¢apinda olmalidir.

Uygulamalar

Tekstil, plastik, seramik, kagit, boya ve mirekkep endistri
Grlnlerinin renk yansima ozellikleri 6lcimiinde kullanilr.

Laboratuvar e-posta: mlabemol@metu.edu.tr
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